Исследование рельефа поверхности тонких пленок феррит-гранатов, выращенных ионным распылением.
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Начиная с 80х годов пленки феррит-гранатов рассматривали как потенциальные носители информации и как материал для создания магнитооптических устройств. Выращивались они методом жидкофазной эпитаксии, а толщина их составляла порядка 10 мкм. В настоящее время возрос интерес к тонким пленкам (10-100 нм) [1], получаемым методом ионного распыления [2]. Ожидается, что они будут обладать рекордно малым затуханием спиновых волн, что представляет интерес для устройств магноники и спинтроникии.
Коэффициент затухания спиновых волн напрямую связан  с качеством поверхности пленок. В связи с этим актуальной становится задача детального исследования рельефа  тонких пленок. Рельеф может отличаться для пленок с разными временами напыления, методами очистки подложки или типами анизотропии. Для исследования рельефа одним из лучших методов является атомно-силовая микроскопия (АСМ).
Для сканирования рельефа использовался сканирующий зондовый микроскоп FemtoScan. Размер снимаемых кадров составлял 5х5 мкм. Для большей достоверности полученных результатов каждый из образцов сканировался в нескольких местах.
В моем распоряжении были образцы отличающиеся по каждому из указанных параметров. Образцы представляли две группы: с одноосной анизотропией (Г8) и плоскостной анизотропией (ГН). Набор времен осаждения был следующий: 1, 3, 6 и 12 минут. Также были представлены два метода очистки подложек: очистка пучком ионов с энергией 5 кэВ и 1 кэВ[2]. Сканирование полного набора пленок может дать нам понимание того, как именно технология изготовления влияет на качество поверхности пленок феррит-гранатов. Получив снимки всех образцов с анизотропией Г8 и стандартной очистки, можно наблюдать, как зависят значения среднеквадратичной шероховатости от времени напыления.
Таблица 1. Значения шероховатости для различных времен напыления. 
	Время напыления, мин
	1
	3
	6
	12

	Шероховатость, нм
	1,83
	2,34
	7,03
	11,98


На примере семейства пленок, осаждаемых в течение 12 минут, мы также можем наблюдать отличие качества  поверхности в зависимости от типа очистки подложек.
Таблица 2. Значения шероховатости для различных типов образцов.
	Тип пленки
	ГН 5кэВ
	Г8 5кэВ
	ГН 1кэВ
	Г8 1кэВ

	Шероховатость, нм
	13,34
	14,66
	8,62
	11,98


Исследование показало, что пленки, полученные ионным распылением, имеют зернистую структуру. Как видно из таблицы 1, размер зерен увеличивается при росте времени напыления, а из таблицы 2 понятно, что шероховатость образцов, очищенных пучком ионов с энергией 5 кэВ, больше, чем при энергии 1 кэВ, при одинаковом времени напыления и анизотропии подложки. Выявленная зернистость не позволяет считать исследованные образцы пригодными для распространения спиновых волн.
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